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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）提出并归口。

本文件起草单位：北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、中国汽车

技术研究中心有限公司、东风汽车集团有限公司、中国第一汽车股份有限公司、紫光同芯微电子有限

公司、重庆长安汽车股份有限公司、中汽研新能源汽车检验中心（天津）有限公司、重庆览山汽车电子有限

公司、北汽福田汽车股份有限公司、深圳引望智能技术有限公司、宝马（中国）服务有限公司、小华半导体

有限公司、中汽研科技有限公司、上海芯钛信息科技有限公司、兆易创新科技集团股份有限公司、恩智浦

（中国）管理有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司、北京理想汽车有限公司。

本文件主要起草人：吴倩、刘源、李铮、雷黎丽、钟益林、吴含冰、许晓冬、孙航、叶伟、陈赛华、张凡武、

侯越、户健、张广玉、刘献伦、李涛、钱国平、李燕、宋占坤、韩婷、陆超、夏显召、李澜涛、刘功哲、梁少峰、

姚晓峰、高磊、李齐、周乾、张俊卿、方达、田喆、张淳、程虹丙。
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汽车控制芯片通用技术要求及

试验方法

1 范围

本文件规定了汽车用控制芯片的功能、性能、电气特性、可靠性、电磁兼容性、功能安全和信息安全的

通用技术要求，描述了相应的试验方法。

本文件适用于汽车用控制芯片。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4937.4—2012　半导体器件　机械和气候试验方法　第 4 部分：强加速稳态湿热试验

（HAST）

GB/T 4937.26　半导体器件　机械和气候试验方法　第 26 部分：静电放电（ESD）敏感度测试　人

体模型（HBM）

GB/T 4937.38　半导体器件　机械和气候试验方法　第 38 部分：带存储的半导体器件的软错误试

验方法

GB/T 17574—1998　半导体器件　集成电路　第 2 部分：数字集成电路

GB/T 19951　道路车辆　电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 34590.1　道路车辆　功能安全　第 1 部分：术语

GB/T 34590.2—2022　道路车辆　功能安全　第 2 部分：功能安全管理

GB/T 34590.4—2022　道路车辆　功能安全　第 4 部分：产品开发：系统层面

GB/T 34590.5—2022　道路车辆　功能安全　第 5 部分：产品开发：硬件层面

GB/T 34590.6—2022　道路车辆　功能安全　第 6 部分：产品开发：软件层面

GB/T 34590.7—2022　道路车辆　功能安全　第 7 部分：生产、运行、服务和报废

GB/T 34590.8—2022　道路车辆　功能安全　第 8 部分：支持过程

GB/T 34590.9—2022　道路车辆　功能安全　第 9 部分：以汽车安全完整性等级为导向和以安全

为导向的分析

GB/T 34590.11—2022　道路车辆　功能安全　第 11 部分：半导体应用指南

GB/T 35003—2018　非易失性存储器耐久和数据保持试验方法

GB/T 36477—2018　半导体集成电路　快闪存储器测试方法

GB/T 36479—2018　集成电路　焊柱阵列试验方法

GB/T 42968.1—2023　集成电路　电磁抗扰度测量　第 1 部分：通用条件和定义

GB/T 44937.1　集成电路　电磁发射测量　第 1 部分：通用条件和定义

GB/T 46894—2025　车辆集成电路电磁兼容试验通用规范

QC/T 1290—2026　汽车底盘控制芯片技术要求及试验方法

IEC 60749-3　半导体器件　机械和气候试验方法　第 3 部分：外观检查（Semiconductor devices—
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